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В настоящее время большой интерес уделяется вопросу работоспособности радиоэлектронной аппаратуры при воздействии на нее электромагнитных полей, как направленного, так и естественного происхождения. В современной аппаратуре все манипуляции с сигналами производятся в интегральных микросхемах (ИМС), таким образом вопросы её надежного функционирования приводят к исследованию физических явлений в ИМС при воздействии электромагнитных полей (ЭМП). Учитывая активное развитие полупроводниковой электроники, актуальными являются исследования металлодиэлектрических структур (МДС) с нанометровым проводящим покрытием при воздействии на них электромагнитного излучения [2,3]. Тонкие проводящие пленки являются объектом особого интереса не только в полупроводниковой электронике, но и в области защиты устройств радиотехнического назначения от воздействия внешних СВЧ-излучений, так как они используются в ИМС в качестве контактных площадок, контактов полупроводниковых приборов, соединений между активными элементами. Причем для этого могут использоваться более пяти слоев из проводящих пленок. Проводящие пленки являются неотъемлемой конструктивной составляющей для приборов, модулей и различных СВЧ-устройств. Для экранирования радиотехнических устройств также используются проводящие пленки.
В качестве исследуемых образцов использовались твердые МДС, с S = 15×15 мм, полученные методом ионного напыления [1], представляющие собой ситалл, использующийся в качестве подложки на который нанесен нанометровый слой алюминия. Образцы МДС устанавливались посредине волновода 72х34 перпендикулярно его оси.  f =3 ГГц.

Исследуемой характеристикой являлся оптический коэффициент, представляющий собой относительную мощность отраженной волны (R = РОТР/РПАД). Из рисунка 1 видно, что с увеличением толщины проводящего покрытия растет и мощность отраженной волны, а при достаточно малой толщине проводящего слоя мощность отраженной волны практически нулевая. 

В данной работе нам удалось осадить металлические пленки на твердые подложки и показать, что такие структуры могут весьма эффективно взаимодействовать с электромагнитным полем. Следствием данных результатов может быть разработка новых (инновационных) пленочных структур, предназначенных для защиты радиоэлектронного оборудования, приборов от электромагнитного излучения. А также в результате исследований были сделаны выводы о том, что при достижении определенной толщины напыления отраженная мощность может превышать отраженную мощность толстой алюминиевой пластины а так же образца представляющего собой алюминиевую фольгу.
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	Рис.1. Зависимость R от толщины напыления, а так же сравнения их с образцами алюминиевой фольги и пластинки аналогичных геометрических размеров.
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